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電⼦透かし⼊り学⽣証（講義出席管理カード）を⽤いた
⼤学講義の電⼦出席管理共同実験について

 学校法⼈⽴命館⼤学（以下⽴命館⼤学、本部︓京都市中京区、学⻑︓川⼝清
史）と⽇本電信電話株式会社（以下ＮＴＴ、本社︓東京都千代⽥区、代表取締
役社⻑︓和⽥紀夫）は、電⼦透かし技術を⽤いた学⽣証（講義出席管理カー
ド）を⽤いた⼤学講義の出席管理に関する共同実験を4⽉11⽇より約半年間実
施致します。ＩＴ化が進む教育現場に、新たなＩＴ最先端技術を導⼊すること
で、さらなる発展を模索します。

１．共同実験の概要（図１）
 実験は⽴命館⼤学⼤学院理⼯学研究科の講義であり、ＳＴＡＲＣ（株式
会社半導体理⼯学研究センター、神奈川県横浜市、代表取締役社⻑兼ＣＥ
Ｏ︓下東勝博）の⽀援講座として開催されている「システムＬＳＩ設計特
論１」にて、講義の出席管理の電⼦化検証を⾏います。
 講義を受講する⽴命館⼤学⽣や社会⼈受講者の顔写真などに電⼦透かし
情報を埋め込んだ学⽣証（講義出席管理カード）を配布し、これを講義開
講時、閉講時、教室⼊り⼝に設置された電⼦透かしリーダにかざすこと
で、講義の出席管理を⾃動的に⾏います。
 実験では、電⼦透かし技術を⽤いた出席管理システムの有効性検証、講
義の出席管理電⼦化による⼤学教職員の業務効率性の検証、出席情報のリ
アルタイム可視化などについて、有効性を検証します。

２．共同実験で⽤いる電⼦透かし技術について（図２）
 実験で利⽤する電⼦透かし技術は、ＮＴＴのサイバースペース研究所で
研究開発を進めてきた技術です。画像の中に⼈の⽬には⾒えにくい形で情
報を埋め込むことができる技術で、電⼦画像でも紙⾯に印刷した画像でも
電⼦透かしを読み取ることが可能な技術です。同研究所が独⾃で開発した
秘匿アルゴリズムのため、他⼈は簡単に電⼦透かし情報を埋め込むこと
も、読み取ることもできません。また、携帯電話でもリアルタイムで検出
可能な⾼速アルゴリズムを採⽤しているため、従来開発されてきた電⼦透
かし技術と⽐較し、⾼速処理可能なアルゴリズムとなっております。
 本実験では、配布する学⽣証に添付されている本⼈の顔写真などの画像
に、本⼈を特定するＩＤ情報を埋め込んでおきます。学⽣証を電⼦透かし
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リーダにかざすことで、埋め込まれたＩＤを検出し、そのＩＤ情報をもと
に講義の出席情報を電⼦化します。作成する電⼦透かし⼊り学⽣証は、通
常プリンタ、通常⽤紙で印刷可能なため、⾮常に安価にカード作成を⾏う
ことができ、学⽣証の発⾏コストを低く抑えることができます。

３．共同実験の役割
 本実験では、⽴命館⼤学の教員、学⽣が実際の講義で利⽤します。ＮＴ
Ｔは、同実験のシステムを構築します。なお出席管理ソフトウェアの開発
は、当実験の協⼒会社である株式会社リミックスポイントが⾏いました。

４．今後の展開
 電⼦化された出席管理の業務的有効性、および電⼦透かし技術の実⽤
性、有効性の検証後、出席管理電⼦化の本格導⼊、および電⼦透かし技術
を⽤いたさらなる学⽣向けサービスの充実を、両者で検討してまいりま
す。

・図１ 共同実験の概要図
・図２ 電⼦透かし⼊り学⽣証
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